
STP 1340-EB/Jul. 1998 

Author Index 

B 

Beaudoin, F., 219 
B16chl, P., 259 
Borionetti, G., 226 
Buczkowski, A., 68, 185 

C 

Cameron, R., 283 
Canfield, R., 283 
Chen, W., 328 
Ciszek, T. F., 88 

D 

Daviet, J. F., 250 

E 

Edelman, P., 125 
Eichinger, P., 101 

F 

Fabry, L., 259 
Faifer, V., 125 
Falster, R., 226 
Flink, C., 18 

H 

Hage, J., 305 
Hashizume, H., 47 
Hayamizu, Y., 268 
Hieslmair, H., 18 
Huber, A., 259 
Huber, D., 305 
Hughes, W. M., 112 

I 

Ichimura, M., 347 
Istratov, A. A., 18 

387 

K 

Kamieniecki, E., 147 
Karoui, A., 68, 250 
Kawai, K., 347 
Keefe, G. A., 112 
Kempf, A., 259 
Kitagawara, Y., 268 
Koch, W., 367 
Koide, T., 268 
Kurita, K., 59 

L 

Lagowski, J., 125 
Leggett, R., 283 
Liberman, S., 156 
Linn, J., 283 
Lowry, R., 283 

M 

Masumura, H., 168 
McHugo, S. A., 18 
Meinecke, L., 259 
Meunier, M., 219 
Miyazaki, M., 168, 294, 347 

N 

Nakai, Y., 47 

O 

Obermeier, G., 305 
Ogita, Y.-I., 168 

P 

Pan, Y., 199 
Pavelka, T., 206 

R 

Romanowski, A., 68, 250 

Copyright�9 by ASTM lntcrnational www.astm.org 



388 RECOMBINATION LIFETIME MEASUREMENTS FOR SILICON 

Rouse, G., 283 T 
Rozgonyi, G. A., 68, 

250 Tate, N., 168 
Rushbrook, P., 250 

W 

S Wang, T., 88 
Weber, E. R., 18 
Wereb, W., 283 

Sch6necker, A. G., 367 
Schroder, D. K., 5 Y 
Seacrist, M. R., 318 
Shingyouji, T., 59 Yakushiji, K., 168 
Simard-Normandin, M., 219 Yoshida, T., 268 
Slasor, S., 283 
Sopori, B. L., 328 Z 
Sumie, S., 47 
Swiatkowski, C., 80 Zhang, Q., 250 
Symko, M., 328 Zoth, G., 30 




